“Técnicas de Radiacion Sincrotrén aplicadas a Ciencia de Materiales ”
Curso de Posgrado

Docentes: Dr. Aldo Craievich (Profesor Senior del Instituto de Fisica de la Universidad
de San Pablo),
Dr. Diego Lamas (Profesor Asociado de la Facultad de Ingenieria de la
Universidad Nacional del Comahue.- Investigador Independiente CONICET)
Dr. Guillermo Stutz (Profesor Asociado, Facultad de Fisica, Universidad
Nacional de Cordoba )

Docente responsable del curso: Dr. Pablo M Botta

Extension del curso:
Clases teoricas: 30 hs
Clases tedrico-précticas: 8 hs

Fecha: 3 — 8 noviembre de 2014
Modalidad: Curso presencial

Profesionales a los gue esta destinado el curso:

Inscriptos en carreras de posgrado de la Facultad de Ingenieria UNMdP (Ciencia de
Materiales, Quimica, Fisica), docentes universitarios, inscriptos en carreras de posgrado
de organismos nacionales, profesionales interesados en la temética.

Descripcioén:

El curso se enmarca dentro de las actividades que la Asociacibn Argentina de
Cristalografia (AACr) realizara durante 2014. Esto contempla la realizacién de la VI
Escuela de la AACr, la cual este afio se especializara en Técnicas de Radiacion
Sincrotron. En los Ultimos afos, estas técnicas han incrementado sustancialmente su
aplicacion en la caracterizacién estructural y microestructural de diversos tipos de
materiales. Ademas la cercania del Laboratério Nacional de Luz Sincrotron (LNLS),
situado en Campinas (Brasil), ha impulsado la utilizaciéon de estas técnicas por parte de
investigadores del sistema cientifico nacional. Los docentes a cargo son especialistas en
varias de las técnicas mas utilizadas en la actualidad para el estudio de superficies,
peliculas delgadas, nanoestructuras, etc.

Los objetivos principales del curso son los siguientes:

- Difundir los fundamentos y aplicaciones de las técnicas de luz sincrotrén para
caracterizacion de materiales.

- Contribuir a la formacién de estudiantes de grado y posgrado con conocimientos en
técnicas experimentales de avanzada a las que pueden tener acceso.

- Generar un espacio de discusién y encuentro donde los usuarios argentinos que
emplean (o tienen interés en emplear en el futuro) facilidades internacionales de
radiacion sincrotrén puedan intercambiar ideas y proponer acciones conjuntas.

- Fomentar la cooperacion con Brasil tanto para difundir el uso de las facilidades ya
existentes en el Laboratério Nacional de Luz Sincrotron (LNLS, Brasil) como para
colaborar y/o asociarse a las nuevas facilidades en construccion (Sincrotrén SIRIUS).

Material Basico:

Dictado de clases tedricas con utilizacion de pizarrén, transparencias y proyecciones tipo
Power-point, dinamica de andlisis y discusién de problematicas.
Clases précticas con PCs para el andlisis de datos con software especializado.



Programa:

1- Caracteristicas generales de fuentes de radiacion sincrotron. Anillos de
almacenamiento electrénico. Descripcion y funcionamiento de los componentes
principales. Caracteristicas de la radiacién emitida. Lineas sincrotron: descripcion
general, Optica y detectores. La nueva generacion de de fuentes de radiacion sincrotron.
Aplicaciones principales.

2- Difraccién de rayos X convencional (XRD): conceptos generales, tubos
convencionales de rayos X vs radiacion sincrotron, instrumentacion, aplicaciones. El
método Rietveld de refinamiento de patrones. Difraccion de rayos X con angulo rasante
(GIXRD)

3-Dispersion Inelastica de rayos X: fundamentos, instrumentacién y aplicaciones.

4- Dispersion de rayos X a bajo angulo (SAXS): conceptos generales, instrumentacion,
aplicacion, dispersién a bajo angulo en incidencia rasante, dispersion anémala.

5- Espectroscopias de absorcion de rayos X (XANES, EXAFS): fundamentos tedricos,
instrumentacion, teoria de EXAFS, aplicaciones.

6- Reflectometria de rayos X (XRR) : base tedrica de Optica de rayos X, instrumentacion,
andlisis de datos, aplicaciones en superficies, peliculas delgadas y materiales multicapa.

Evaluacion:

Los contenidos del curso se evaluardn mediante una evaluacion escrita. La misma se
haréa efectiva el 8 de noviembre de 2014.
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